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PLAN PILOTO DE FACTURACION ELECTRONICA SIFEN

Nota Técnica Numero 5
Fecha: 16-11-2018
Cambios desde la fecha 14-11-2018 al 16-11-2018
Referencia: Correcciones y ajustes sobre el MT versién 141

A- Formato de campos (XML):

1- Se modifica la ocurrencia de la Razén social (dRSProTar), el RUC (dRUCProTar) y el Digito
verificador del RUC de la procesadora de tarjeta (dDVProTar) debido a que si se trata de una
tarjeta del exterior no se tendran estos datos. La estructura quedara de la siguiente manera:

Gru L Nodo | Tipo . Ocurre .
5 ID Campo Descripcion Padre | Dato Longitud ncia Observaciones
Razon social de
E7. E623 | dRSProT la procesadora E620 A 4-60 0-1
1.1 ar }
de tarjeta
RUC de la
E7. E624 | dRUCPro | procesadora de E620 A 5-8 0-1
11 Tar tarjeta
Digito
dDVProT verificador del E620 Segun algoritmo médulo 11
E7. RUC de la N 1
E625 ar 0-1
1.1 procesadora de
tarjeta
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B- Resumen de las Direcciones Electrénicas de los Servicios Web para Ambientes de Pruebas y
Produccidn (Pagina 37)

URL Ambiente
https://sifen.set.gov.py/de/ws/sync/recibe.wsdl?wsdl Produccion
https://sifen.set.gov.py/de/ws/async/recibe-lote.wsdl?wsdl Produccion
https://sifen.set.gov.py/de/ws/eventos/evento.wsdl?wsdl Produccidn
https://sifen.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta.wsdl?wsdl Produccion
https://sifen.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta-lote.wsdl?wsdl Produccion
https://sifen.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta-ruc.wsdl?wsdl Produccion
https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/sync/recibe.wsdl?wsdl Test
https:// sifen-test.set.gov.py/de/ws/async/recibe-lote.wsd|?wsdl Test
https:// sifen-test.set.gov.py/de/ws/eventos/evento.wsdl?wsdl Test
https:// sifen-test.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta.wsdl?wsdl Test
https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta-lote.wsdl?wsd| Test
https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/consultas/consulta-ruc.wsdl?wsdl Test
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